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前  言
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工业硅粉定量相分析

二氧化硅含量的测定

X射线衍射K 值法

1 范围

本标准规定了工业硅粉中二氧化硅含量的测定方法。
本标准适用于工业硅粉中二氧化硅含量的测定,测定范围为≥1%。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 方法原理

当X射线照射晶体物质时,将产生衍射,每种晶体物质都有其特定的衍射特征。在一定的条件下,
混合物质中某物质所产生的衍射强度与含量成正比。测量衍射线强度,当被测物质与已知含量的参考

物质的衍射线强度确定后,可对被测物质进行定量分析。

4 试剂与材料

4.1 无水乙醇,分析纯。

4.2 参考物质α-Al2O3,分析纯。

4.3 SiO2,分析纯。

4.4 毛玻璃,毛面厚度0.1mm,面积不小于8cm×8cm。

5 仪器与设备

5.1 X射线衍射仪。

5.2 分析天平,感量为0.1mg。

5.3 玛瑙研钵。

5.4 样品框架。

6 样品制取

α-Al2O3、SiO2 与试样应能通过0.0374mm标准筛。
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